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我々は，前回（20a-H113-11, 20a-H113-12）と前々回の応物学会（13p-1E-5, 13p-1E-6）で，我々
が発案した平行デュアルレーザビーム法によるシリコンウェーハのバルクキャリア寿命評価技術
を紹介した．この方法ではまず，波長が 1064 nm の YAG レーザをシリコンウェーハに定常照射
し，レーザビームの周りに対称軸の自由キャリア濃度分布 n(r) をつくる．n(r) やその微分関数
dn(r)/dr がキャリアの寿命に関する情報を含む（反映する）．次に赤外レーザビームをウェーハに
入射させ，ウェーハ内で二つのビームが常に平行になるようにする．赤外ビームは，自由キャリ
アの濃度勾配 dn(r)/dr によって屈折する．二つの平行ビームの相対距離 z を変えながら，赤外ビ





図 1．酸素析出熱処理を施していないウェーハ(Reference)と施したウェーハの屈折量曲線 (z)． 
 
   
